利用遺傳演算法則重建任意形狀介質住體的影像
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本論文使用遺傳演算法配合兩階段法來重建一均勻或多層介電物體的微波影像。比較電場的量測值和每一物體的電場計算值, 可以成功地逆推出介電物體的位置、大小及形狀。本方法比先前單獨使用的形狀突變法更快收斂, 且只要信號雜訊比小於-20分貝, 重建效果即相當良好。

